
如何减少因样品问题和错误造成的 
ICP-OES 重复测定 
ICP-OES 专家提供实用技巧和建议，帮助您避免耗时的样品重复测定



电感耦合等离子体发射光谱 (ICP-OES) 是用于测量溶液中元素的一项成熟
技术。ICP-OES 广泛应用于采矿、食品、农业、能源、化工、环境监测和制
药行业。该技术适用于各种类型的样品，能够灵敏、准确、精密地测定样品
中的元素浓度。从污泥和沉积物分析，到饮用水和葡萄酒分析，ICP-OES 一
直都以快速、稳定著称。

ICP-OES 只是安捷伦原子光谱系列仪器的成
员之一。原子光谱技术源于 20 世纪 50 年代
问世、至今仍有许多实验室使用的火焰原子
吸收光谱 (FAAS) 技术。电感耦合等离子体质
谱 (ICP-MS) 是该系列的最新成员。ICP-MS 
因其高灵敏度而闻名，可测定低至 ppt 水平
的元素。 

尽管所有原子光谱技术的核心都是简单的比
尔-朗伯定律，但大多数技术都要求操作人
员具备一定的知识和经验，才能获得准确且
可重现的结果。随着仪器变得越来越精密，
对操作人员专业知识水平的要求可能会逐渐 
降低。

现代汽车的发展路径与此类似。得益于防抱
死制动、辅助驾驶技术以及各种监控系统等
功能，要求驾驶员必须具备的知识和技能水
平大幅降低。大多数人都不必再像 20 世纪
那样，随身携带工具箱以防途中汽车发生故
障需要维修。同样，现在的 ICP-OES 仪器
提供一系列帮助分析人员识别并解决问题的
“智能功能”，让分析人员可以采取措施，避
免重复测定样品。 

ICP-OES 的问题可以分为三个方面： 

1.  由样品特性引起的问题 

2.  样品前处理和测定过程中的分析错误，
以及 

3.  由仪器故障引起的问题

在本电子书中，安捷伦科技公司 ICP-OES 营
销经理 Ross Ashdown 介绍了实验室应该如
何解决与样品有关的 ICP-OES 问题。采用常
见的质量控制方法和 ICP-OES 仪器的先进功
能，分析人员不仅可以避免重复测定样品，
还能对分析充满信心，测定一次即可获得正
确结果。



问： 
您在实验室中经常遇到的与样品有关的 ICP-OES 问题有哪些？

答：
所有的原子光谱技术都会遇到不少
与样品有关的问题。这些问题包括
操作人员在校准标样制备过程中犯
错、样品混淆，以及样品中的分析
物浓度超出校准范围。此外，还可
能存在干扰。所有 ICP-OES 分析都
面临一个尤为棘手的干扰来源，那
就是光谱干扰。



紫外-可见光波长范围内（约 160-800 nm）存在数以万计的元素发射谱线。
该图只显示了 225 nm-250 nm 这 25 nm 的区域内的发射谱线

该图解释了光谱干扰是如何产生的。目标分析物（蓝色）的发射谱线与另一种
元素（红色）的发射谱线非常接近。进行测定时，它们的合并信号（绿色）将
被视为目标分析物的发射谱线。这会导致该元素的报告结果偏高

问： 
 您能否详细解释一下光谱干扰？

答：
紫外-可见光波长范围内存在数以
万计的元素发射谱线。激发态原子
或离子返回基态时，会产生这些谱
线。有时，样品中的不同元素会在
相近的波长处产生发射谱线。 

如果您不知道某种元素的存在，或者这种元
素的浓度过高，可能会导致您的目标分析物
得到偏高的错误结果。旁边的图展示了上述
情况。
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根据  US EPA 技术标准办公室的数据，实验室在测定环境样品中的铊时，
报告的结果几乎  100% 都是偏高结果。而在砷测定中，报告的偏高结果占  
25%–50%。

1. United States Environmental Protection Agency (US EPA). (2001a). OTS Alert #2, Use of the ICP analytical method (CLP SOW ILM04.1, SW-846 6010, MCAWW 200.7) for drinking water samples may result in  
false-positive detections of arsenic, lead, and/or thallium above their respective MCLs. Office of Technical Standards. Washington, DC.

据美国国家环境保护局  (EPA) 技
术标准办公室发布的一份报告[1] 估
计，使用 ICP-OES 技术报告的环
境数据中，砷测定结果可能存在 
25%–50% 的假阳性率。这个问题
至今仍然很少受到关注，甚至在环
保领域也不为人们所熟知。

如果基于存在假阳性偏差的数据制定决策，
人们可能会采取一些不必要的响应行动，进
而产生高昂的资金成本。 

砷的 ICP-OES 测定结果可能存在偏差，是因
为砷相对较弱的发射谱线（波长）靠近铝的
多条强发射谱线之一，或者与之重叠。虽然 
US EPA 方法 6010 建议使用 As 193.696 nm 

发射谱线，但由于铝的“自电离”（或双电子
复合）偶极子会占据较宽的范围并且重叠，
基础背景信号会受到极大影响。对于含有高
浓度铝的样品，背景信号增大最终会削弱分
析方法检测砷的能力。由下图可以看出，在
含 5000 mg/L 铝的溶液中，几乎观察不到 
2 mg/L 砷样品的 193.696 nm 发射谱线。

案例研究
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问： 
 如何才能克服光谱干扰，确保获得正
确的样品结果？

答：
如果分析人员已经知道或者怀疑存
在光谱干扰，那么一个简单的优选
策略就是测定每种元素的多条发射
谱线。

对于基质复杂的样品，使用替代发射谱线以
避免干扰，是解决光谱干扰问题的方法之
一。同一元素多条发射谱线同时受到干扰的
情况很少见，因此，在多条发射谱线都能得
到相同结果的情况下，我们可以剔除异常
值，从剩余的谱线中选择分析性能最佳的 
谱线。

但是，分析人员如何才能从大型复杂数据集
中识别出光谱重叠？

Agilent 5800 和 5900 ICP-OES 具有称为 
IntelliQuant 的功能，可采集样品在整个波长
范围内的所有发射谱线。该功能使用数据分
析工具来识别光谱干扰，取代了原本只有经
验丰富的分析人员才能完成的工作。

使用某种元素的多个波长进行分析时，分析
人员可以设置 %RSD 阈值。如果某个波长下
的结果超出阈值，软件将通知分析人员。然
后，分析人员可以使用 IntelliQuant 星级排序
功能确定该波长处是否存在干扰。

IntelliQuant 基于干扰信号与分析物信号的
接近程度和量级自动对每条发射谱线进行排
序，从而让分析人员能够更轻松地报告最准
确的结果。 

对于受监管方法或经过验证的方法，如果分
析人员已知存在光谱干扰，他们可以配制溶
液并确定元素间干扰校正 (IEC) 因子用于校
正干扰。或者，也可以使用光谱解卷积模型
来消除干扰元素的影响。

IntelliQuant 对每个波长下的结果进行星级评定。您可以
根据星级评定结果轻松地选出最佳波长用于报告或调整
方法。在本例中，193.696 nm 处的 As 谱线受到 Al 的干
扰，因此 IntelliQuant 将 188.980 nm 处的谱线评定为最
佳谱线

“Agilent 5800 和  5900 ICP-OES 使用  ICP Expert 内置的数据分析工具来 
识别光谱干扰，取代了原本只有经验丰富的分析人员才能完成的工作。”



问： 
 关于校准，存在哪些问题？  
实验室常见的错误有哪些？

答：
校准问题是导致分析错误的常见原
因之一。经常会有分析人员绞尽脑
汁寻找结果出错的原因，最后却发
现仅仅是因为标准样制备过程出了
错。可能是没有校准移液器，或者
误用了错误的储备液。

消除人为错误是减少校准错误的关键所在。
尽可能实现自动化操作 ― 可以使用自动稀
释工具制备校准标样。购买而不是自行制备
多元素标样。审查您的流程，使其能够预防
错误操作。日本 Poka-yoke[3]（防呆设计）方
法可用于此目的。将最终流程形成文件，并
对分析人员进行相关培训。

US EPA 等监管机构正在推行良好分析实践；
他们的方法内置质量控制 (QC) 措施，有助
于发现校准错误。例如，US EPA 方法包括
初始校准验证  (ICV) 测试和连续校准验证 
(CCV) 测试。这些测试用于确保校准的有效
性。现代仪器可以帮助您设置包含这些测试
的分析方法。将这些质量控制措施应用于不
受法规监管的方法，可确保校准质量。

衡量校准质量的一个简单指标是相关系数，
即 R 值。R 是衡量校准线性的指标。通常由
仪器软件计算该值，并显示在校准曲线上。
相对标准误差百分比 (%RSE) 是一个更有用
的校准质量衡量指标。大型合同实验室通常
会为该指标设定限值，用于指导他们的分析
人员判断校准结果是否可用。您可以在新型 
Agilent 5800 和 5900 ICP-OES 仪器的软件中
设置警报阈值。

有关光谱分析的实验室出版物也是很有用的
信息来源。它们可以帮助您了解有助于消除
校准错误的最新仪器和技术。AOAC 官方分析
方法和 ASTM 方法也是很有用的信息来源。

ICP-OES 分析的一个实用技巧是使用某元素
灵敏度较低的波长来扩展其校准曲线的线性
范围。您也可以使用双向观测 ICP-OES 的
径向（侧向）观测模式达到相同的目的。  
安捷伦仪器会根据样品中所含的元素自动推
荐（使用 IntelliQuant 功能确定）最佳波长。
该方法有助于避免由于出现超范围结果而不
得不耗费时间重复测定样品的情况。

使用多元素标样可降低标准溶液制备过程中出错的风险。
安捷伦提供各种多元素标样：
www.agilent.com/en/product/chemical-standards

3. M. Dudek-Burlikowska, D. Szewieczek, The Poka-Yoke method as an improving quality tool of operations in the process, J. Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2001, 36, 2001, pp 95-102

https://www.agilent.com/en/product/chemical-standards


问： 
如今污染仍然是实验室面临的问题吗？

答：
是的，污染仍然会导致元素分析
出现问题。显然，污染问题对于  
ICP-MS 等高灵敏度技术来说更严
重，但它也会影响 ICP-OES。污染
的来源有很多。

不正确的实验室操作可能导致污染问题，在
分析样品中痕量分析物的情况下尤其如此。
例如，假设您使用微波容器进行酸消解。如
果您在分析前一个样品之后没有充分清洗微
波容器，残留的样品将污染下一个样品。

您可以在样品序列中加入前处理空白，用于
检测因清洗不充分而导致的污染。前处理空
白是采用与样品相同的前处理过程得到的空
白溶液。通过设置前处理空白的 QC 阈值，
在运行过程中分析这个空白样时，任何污染
都会被标记出来。 

之前分析的样品也可能引入污染。样品批次
中意外存在的高基质样品可能导致下一个样
品受到污染，在残留高吸附性或“粘性”元
素（如硼、钼或钨）的情况下尤其如此。这
些元素会粘附到样品引入系统的组件上，导
致后续样品产生错误的结果。

ICP-OES 仪器提供了解决样品间污染的方法。
某些仪器具有自动冲洗功能，在冲洗循环期
间会监测信号。Agilent 5800 和 5900 ICP-OES 
仪器具有智能冲洗功能，可自动泵送冲洗溶
液，直至信号降至设定的阈值以下。

使用双清洗站也有助于防止粘性元素污染。
以强酸或络合剂作为第一种冲洗溶液，用于
除去样品引入系统中的粘性元素。第二种冲
洗溶液应当与分析的样品具有相同的基质。
切换阀能够最大程度减少样品引入系统与样
品基质的接触，因此也有助于减少污染。 

如果您要分析完全未知的样品，通过一次快
速扫描探知样品中所含的元素及其浓度很有
必要。

Agilent 5800 和 5900 仪器具有 IntelliQuant 
筛查功能，可以快速确定溶液中的 70 多种
元素及其含量。每个样品只需 15 秒，您就
能发现样品中与方法不相容的元素。根据这
些信息，您可以更改方法，使其适配不相容
的情况。这样可以节省耗费在制备样品和重
复测定样品上的大量时间。

“样品批次中意外存在的高基质样品可能由于残留高吸附性或“粘性”元
素（如硼、钼或钨）而导致下一个样品受到污染。”

安捷伦 ICP-OES 仪器的 IntelliQuant 筛查功能可以在 
5 秒内确定样品中所含元素的相对浓度
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问： 
您提到样品前处理错误是错误的来源之一。  
对此，我们能做些什么？

答：
购买的有证标准物质 (CRM) 是一个
突显样品前处理问题（甚至样品混
淆问题）的极佳解决方案。CRM 的
供应商很多，他们提供各种基质类
型的 CRM。您通常都能找到与您的
样品基质接近的 CRM。例如，西红
柿叶标准物质可用于多种植物的分
析，因为它们的基质类似。

标准物质应当采用与待测样品完全相同的方
法进行前处理。如果您得到的每种元素的结
果都与标准物质的结果相符，说明样品前处
理效果良好，可以得到准确的分析结果。 

有证标准物质的第二个优势是可以检查您的
校准质量。如果您得到正确的 CRM 测定结
果，表明您的校准操作值得信赖。 

导致分析人员不得不重复测定样品的最主要
原因之一是酸消解过程出错。在这类情形
中，分析人员可能忘记了加入某一种酸，或
者加入了错误的酸。这是忙碌的技术人员常
犯的错误之一。 

“导致分析人员不得不重复测定样
品的常见原因之一是样品消解过程
出错。忙碌的分析人员很容易忘记
添加某种酸或者加入错误的酸。有
一种简单的方法可以识别出此类错
误，避免您重复测定许多样品。”



识别此类错误的一个实用的技巧是监测如果
正确完成样品前处理程序，样品中应当存在
的元素是否真的存在于样品中。例如，如果
样品前处理时应当添加盐酸，则监测样品中
的氯元素含量。对于磷酸，监测磷元素含
量；对于硝酸，监测氮元素含量。如果结果
中没有这些元素，或者它们的含量不够高，
那么您就知道技术人员在消解过程中忘记了
加入相应的酸。

同样，IntelliQuant 功能对于检测样品前处理
错误非常有用。它可以测定样品中约 70 种元
素的浓度。您可以快速查看该功能为每个样
品生成的带有彩色标记的元素周期表，检查
消解过程中的酸应当贡献的元素是否存在。
如果您在常规分析流程中纳入上述在运行开
始时对前处理空白溶液进行分析的步骤，就
能构建一种预警体系。如果前处理空白溶液
中不含氯、硫等消解酸应当引入的元素，您
可以停止运行，以免浪费时间去分析这些前
处理不当的样品。

糟糕！分析人员在样品消解过程中忘记加入盐酸了。IntelliQuant 功能可测定样品中的多达 70 种元素，并以热图形式
显示元素的相对浓度。红色元素具有高浓度，橙色元素具有中等浓度，而黄色元素具有低浓度。未着色的元素不可检
出。在本例中，缺少 Cl，表明在样品前处理过程中未使用 HCl



IntelliQuant 功能还可以解决样品的化学沉淀
问题。例如，当样品中的硫含量很高时，铅
和钡都会在溶液中沉淀。用于消解样品的硫
酸通常会引入硫。沉淀在容器底部形成，不
会被吸入等离子体中。这种情况会导致铅和
钡这两种元素的测定结果偏低。如果您测得
有证标准物质样品中的铅和钡回收率低，可
以使用 IntelliQuant 功能排查问题。如果结果
显示硫含量高而铅和钡含量低，那就是这个
问题。

标准参比物质供应商提供大量有关化学不相
容性的信息。您在进行方法开发或者排查结
果问题时，可以充分利用这些信息。

高浓度的硫导致形成硫酸钡和硫酸铅沉淀，使得 Ba 和 Pb 的测定结果偏低



问： 
是否存在样品混淆的问题？  
该如何预防呢？

答：
关于样品混淆的问题，常见原因是将
样品放入自动进样器样品架时误将样
品混淆。将样品架装到自动进样器上
的时候发生混淆也是一个问题。 

使用样品条形码系统有助于最大程度避免混
淆。在样品前处理开始时就对样品试管进行
条形码编码，在整个样品前处理过程中使用同
一支试管，直到进行分析，能够最大程度减少
混淆。Agilent ICP Expert 软件兼容条形码读
取器，有助于减少样品混淆，避免重复测定样
品。在运行中设置 QC 溶液和平行样品也有助
于避免这个问题。

一些实验室已经开始使用之后会用于自动进样
器的同一支试管进行样品消解。他们使用微波
消解系统或限热消解系统，将消解样品时使用
的试管直接转移到自动进样器样品架中。这样
省去了样品转移步骤，降低了混淆的可能性。
如果消解试管上带有条形码，就可以直接将其
转移到自动进样器样品架上，并自动将样品加
入批次中。 



“ICP-OES 仪器有助于高基质样品分
析的一大创新设计，是可以兼顾径
向观测模式和轴向观测模式的垂直
炬管。仪器吸取高基质样品时，水
平炬管很快就会受到盐类积聚的影
响，而垂直炬管对这个问题的耐受
性更强。”

问： 
长期以来，高基质样品都难以通过大多数原子光谱技术进行分析。您认为哪些创
新技术有望将此类分析变得容易一些？

答：
为了使样品中的痕量元素获得良好的回收率，分析人员通常必须消解大量
样品。分析食品样品中的痕量汞或矿物样品中的痕量金就是上述情形的典
型例子。这种方法可能导致样品中的总溶解固体含量大于 20%。这些固体
会逐渐积聚并导致堵塞，进而严重损坏样品引入系统和 ICP-OES 炬管。

ICP-OES 仪器有助于高基质样品分析的一大创新设计是它的垂直炬管。仪器吸取高基质样品
时，水平炬管很快就会受到盐类积聚的影响，而垂直炬管对这个问题的耐受性更强。

如今大多数 ICP-OES 仪器都采用双向观测设计。您可以根据您要分析的元素，选择使用炬管
的轴向观测或者径向观测模式。轴向观测模式沿等离子体长度方向捕获光。径向观测模式从
等离子体的侧面捕获光。径向观测模式最适用于发射大量的光或可能以高浓度存在的元素。
相反，轴向观测模式可以捕获发射光强度不佳或痕量元素发射出的大部分光。但问题在于，
在运行过程中切换观测模式会耗费分析时间。安捷伦通过巧妙的光学元件设计解决了这个问
题，该技术最先应用于 Agilent 5100 仪器，并且现已引入 5900 仪器。 



我们发明了一种特殊的光学组件，称为“智
能光谱组合技术”。该组件被应用于 Agilent 
5110 仪器，并且是 5900 仪器的标准配置。
该组件可以在轴向观测和径向观测位置同时
捕获炬管发射出的光（参见旁边的图）。您
在设置运行时，仪器会自动选择要用于每种
所选元素的等离子体观测模式。例如，假设
您要分析高丰度元素（例如钾和钠）以及痕
量元素镁和硼，这是农业样品的常见分析
项。5900 仪器将自动选择径向观测模式用
于测定钾和钠，选择轴向观测模式用于测定
痕量元素。 

在这种情况下，Agilent IntelliQuant 筛查功
能也很有用。您可以使用该功能快速筛查样
品，了解样品中所含的元素及其比例。然
后，您可以调整方法或稀释样品，解决样品
浓度超出了校准范围之类的问题。 

轴向光

垂直炬管及
等离子体

智能光谱组合技术 
(DSC)

径向光

至检测器

Agilent 5900 ICP-OES 仪器装有一个特殊的智能光谱组合技术 (DSC) 组件，即该图中的橙色组件。它让仪器能够
同时测定轴向和径向等离子体观测位置的发射光。相较于分别在两种观测模式下进行测量，这种方法可以节省大
量时间



分析高基质样品时通常要使用内标，尤其是
在校准标样与样品基质不匹配的情况下。软
件通过监测内标结果，自动校正样品结果中
高基质样品引起的任何信号抑制。 

Agilent 5800 和 5900 仪器可以在整个运行过
程中监测并显示内标发射强度的变化趋势。

通过图形显示实时监测所有内标，让您快速了解样品运
行情况。在本例中，我们可以看到系统在运行过程中监
测 2 种内标（红线 = Sc，蓝线 = Y）― 趋势线上出现了
比率值低于 1 的凹陷，表明可能存在信号抑制，警示操
作人员该样品需要内标校正

如果您看到内标的发射强度在下降，就能知
道信号受到了高基质样品的抑制。此时您可
以使用自动内标校正功能，也可以通过稀释
样品来减小抑制作用。

内标监视器对于需要同时兼顾多种职能的忙
碌分析人员也非常有用。在任务繁忙、压力
巨大的环境中，分析人员很容易忘记细小的
任务。可以想象，您可能会忘记在内标样品
瓶中补充内标。内标用尽后，内标监视器的
趋势线将出现一处凹陷。

我们还引入了另一项功能，称为离群值条件
格式 (OCF)。使用此功能，您可以为内标结果
设置一个阈值，超出此阈值的任何结果都会
立即被标记出来。 

高基质样品可能导致晶体颗粒沉积在样品引
入系统的组件上。这些晶体会逐渐导致堵塞
并减弱分析信号。雾化器堵塞会导致 ICP-OES 
故障，随后需要重复测定样品。Agilent 5800 
和 5900 仪器的 Neb Alert 功能利用智能传感
器监测雾化器氩气压力。如果雾化器堵塞，
仪器将提醒分析人员。雾化器气体管线的泄
漏也会触发警报。 

我们还在 Agilent 5800 和 5900 仪器中内置
了智能功能，它们应用了一项称为“早期维
护反馈 (EMF)”的新技术。此功能允许用户
基于仪器使用指标设置警报。

此功能允许用户设置提醒分析人员进行以下
维护的警报：

 – 清洁炬管、雾化室、雾化器

 – 更换泵管线

 – 清洁/更换前置光路窗片

 – 清洁切换阀

 – 执行波长校准

这些警报的触发基于仪器使用情况，而不是
遵循固定的时间间隔，有助于您优化维护 
计划。 

“如果您忘记了补充内标，内标监视器将突出显示这个问题。”
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问： 
现代仪器还提供其他哪些有助于实验
室节省时间的内置监视功能？ 

答：
大多数实验室按固定时间间隔计划
清洁和维护仪器，以降低 QC 不合格
的几率。但是，对于样品数量有变
化的实验室，这可能意味着即使一
周只分析了 100 个样品，也得清洁
仪器。而对于高样品量实验室，这
可能意味着一周测定了多达 5000 个
样品才清洁仪器。就像保养汽车
一样，最好能根据使用情况来安排 
维护。 

5800 和 5900 ICP-OES 仪器具有智能仪器状态追踪功能。
系统将根据您设置的样品数量阈值提醒您执行维护活动



问： 
样品超出校准范围是实验室长期以来面临的另一个的问题，有没有可以帮助解决
这个问题的新方法？

答：
通常，分析人员遇到超范围样品时，不得不稀释样品重新运行分析。如果
您要运行许多未知或非典型的样品，可能意味着您得耗费大量时间稀释并
重新运行样品。

现代 ICP-OES 仪器通常允许您为待测元素选择多条发射谱线，正如我前面提到的，这是所有
方法的良好实践。如果目标发射谱线饱和，可以将该分析物的目标谱线切换为灵敏度较低的谱
线，这样一来，您将无需稀释样品。您必须运行浓度更高的标准样来检查线性，但由于不必稀
释并再次运行样品，您可以节省时间。

同样，在这种情况下，我们的 IntelliQuant 功能非常有用。使用 IntelliQuant 筛查工具预览样
品，您可以快速确定特定元素是否以高浓度存在。然后，您可以在运行样品之前稀释样品，或
者将该元素的目标谱线切换为灵敏度较低的谱线。IntelliQuant 会基于筛查样品时发现的元素
推荐适用的波长。

如果样品超出校准范围，诸如 ESI prepFAST 的自动稀释工具将自动稀释样品。如果仪器将样
品结果标记为超出校准范围，prepFAST 会在运行结束时自动接收该样品，然后通过适当的稀
释使其落在校准范围内。如果您已经使用 IntelliQuant 测定了样品中的估计元素浓度，可以设
置预定的稀释倍数。如果您经常需要稀释大量样品并重复测定，上述系统可以快速收回投资 
成本。

“如果目标发射谱线饱和，可以将该
分析物的目标谱线切换为灵敏度较
低的谱线，而无需稀释样品。”



哪款 ICP-OES 最符合您的需求？

Agilent 5800 ICP-OES

5800 拥有众多内置传感器和强大的处理器组成的智能化监控体
系，结合智能算法和诊断功能，能够识别可能影响结果的问题、
主动维护并自动进行故障排除。这一智能化监控体系始终在幕后
默默工作，使 5800 可以像专家一样思考，并且能够在问题发生之
前及时提供建议并解决问题。这种程度的智能特性能够有效减少
需要重新测定的样品数量，让您对分析结果充满信心。

了解更多信息：www.agilent.com/chem/5800icpoes

Agilent 5900 ICP-OES

5900 拥有和 5800 一样的智能功能，而且样品测定速度在所有 
ICP-OES 仪器中首屈一指，能够增加您的收益。极快的样品测定速
度能够最大限度减少氩气用量，不仅为实验室创造更大利润，更
有助于获得可靠结果，让您信心十足地与客户共享。

了解更多信息：www.agilent.com/chem/5900icpoes

http://www.agilent.com/chem/5800icpoes
http://www.agilent.com/chem/5900icpoes
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